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A-RA-L

超音波入射点 

⇒A-R Cスコープ
溶接線横断方向0位置

超音波入射点 

⇒A-L Cスコープ
溶接線横断方向0位置 

対象表面 

⇒Bスコープ深さ0位置

溶接線始点（隣接溶接線との交点） 
⇒走査方向0位置

試験セットアップ（Aパターン） 

A-R

Cスコープ（上面図）
A-L

Cスコープ（上面図） 

A-R

Bスコープ
（側面図）

A-L

Bスコープ 

（側面図） 

溶接線 

タンク底板

◎探傷データ表示方法

◎以下できずを分類する
・表面～深さ4mm ⇒ 表層きず
・深さ4mm～8mm ⇒ 内在きず
・深さ8mm～底面 ⇒ 底面形状

◎1回反射の範囲（深さ表示24mm）
までを評価対象とする

◎振幅20%を超える表層きずを
記録する

◎振幅20%を超える指示の範囲を
指示長さとする
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探触子 

キャリブレーション 

断面像 

断面像 

Aパターン 

A-R 

Aパターン 

A-L 

波形 

波形 

6×3mmの放電加工スリットの最大振幅値が 

80%となる感度に調整し、その時の感度を基準感度とする。 

試験感度は基準感度+9dBとする。 

溶接線横断方向[mm] 

深
さ

[m
m

] 
深
さ

[m
m

] 

振
幅

[%
] 

振
幅

[%
] 

溶接線横断方向[mm] 

0 

超音波伝搬時間[μs] 

放電加工 

スリット 

超音波伝搬時間[μs] 60 40 55 

0 60 40 55 

100 

-100 

100 

-100 

0 

0 

50 

50 

深さ24mm 

⇒一回反射後の表面 

振幅80% 
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株式会社IHI検査計測 

探傷データまとめ 

（指示長さ再解析） 

 むつ小川原 

 No.39タンク 

 5月実施分① 
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株式会社IHI検査計測 

きず指示リスト 
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ライン C-05 C-06 C-09 

パターン A-R A-L A-L A-R A-R A-R 

走査位置[mm] 604 3798 6792 6796 12397 1006 

振幅最大値[%] 38 44 28 24 34 35 

指示長さ[mm] 6 8 6 4 8 6 

ライン K-01 L-01 

パターン A-L A-L A-L A-L A-L A-L A-L 

走査位置[mm] 2989 5416 5447 5468 8370 1594 4536 

振幅最大値[%] 68 38 46 33 32 24 41 

指示長さ[mm] 20 6 10 4 4 2 18 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-05 Aパターン 走査位置604mm 
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振幅[%] 

100 

0 

7 

走査位置[mm] 1000 500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅最大値：38% 

指示長さ：6mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-05 Aパターン 走査位置3798mm 
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振幅[%] 

100 

0 

8 

走査位置[mm] 4000 3500 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

50 

20 

振幅最大値：44% 

指示長さ：8mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-05 Aパターン 走査位置6792mm 
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振幅[%] 

100 

0 

9 

走査位置[mm] 7000 6500 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

50 

20 

振幅最大値：28% 

指示長さ：6mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-05 Aパターン 走査位置6796mm 
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振幅[%] 

100 

0 

10 

走査位置[mm] 7000 6500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅最大値：24% 

指示長さ：4mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-06 Aパターン 走査位置12397mm 
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振幅[%] 

100 

0 

11 

走査位置[mm] 12000 12500 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

溶接線 

50 

20 

振幅最大値：34% 

指示長さ：8mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-09 Aパターン 走査位置1006mm 
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振幅[%] 

100 

0 

12 

走査位置[mm] 1500 1000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅最大値：35% 

指示長さ：6mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-01 Aパターン 走査位置2989mm 
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振幅[%] 

100 

0 

13 

走査位置[mm] 2500 3000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅最大値：68% 

指示長さ：20mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-01 Aパターン 走査位置5416mm, 5447mm, 5468mm 
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振幅[%] 

100 

0 

14 

走査位置[mm] 5000 5500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

走査位置： 5416mm 5447mm 5468mm 

振幅最大値：38% 46% 33% 

指示長さ： 6mm 10mm 4mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-01 Aパターン 走査位置8370mm 
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振幅[%] 

100 

0 

15 

走査位置[mm] 8000 8500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅最大値：32% 

指示長さ：4mm 

振幅 

[%] 



株式会社IHI検査計測 

ラインL-01 Aパターン 走査位置1594mm 
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振幅[%] 

100 

0 

16 

走査位置[mm] 2000 1500 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

50 

20 

振幅 

[%] 

振幅最大値：24% 

指示長さ：2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインL-01 Aパターン 走査位置4536mm 
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振幅[%] 

100 

0 

17 

走査位置[mm] 5000 4500 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

50 

20 

振幅 

[%] 

振幅最大値：41% 

指示長さ：18mm 



株式会社IHI検査計測 

探傷データまとめ 

（指示長さ再解析） 

 むつ小川原 

 No.39タンク 

 5月実施分② 
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株式会社IHI検査計測 

きず指示リスト 
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ライン A-18 A-19 C-07 C-08 C-11 

パターン A-L A-L A-L A-L A-R A-L A-L A-L A-L 

走査位置[mm] 1857 9375 1391 2132 10528 3643 5887 8756 9651 

振幅最大値[%] 56 65 47 39 29 33 45 47 52 

指示長さ[mm] 16 12 8 4 6 8 6 12 6 

ライン C-20 D-16 

パターン A-R A-R A-R A-R A-R A-R A-R A-R A-R 

走査位置[mm] 9564 12568 523 1113 3125 4115 8429 9529 10161 

振幅最大値[%] 31 20 30 29 35 24 24 28 20 

指示長さ[mm] 6 2 4 4 6 4 6 6 4 

ライン D-16 K-02 K-02-2 

パターン A-R A-R A-R A-L A-R A-R A-L A-L 

走査位置[mm] 11783 12591 2553 4519 8891 11635 12192 1644 

振幅最大値[%] 36 44 25 33 38 20 30 47 

指示長さ[mm] 14 8 2 6 6 2 8 12 



株式会社IHI検査計測 

ラインA-18 Aパターン 走査位置1857mm 
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振幅[%] 

100 

0 

20 

走査位置[mm] 1500 2000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：56% 

指示長さ：(2+blank2+6+6⇒)16mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインA-19 Aパターン 走査位置9375mm 
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振幅[%] 

100 

0 

21 

走査位置[mm] 9000 9500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：65% 

指示長さ：12mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-07 Aパターン 走査位置1391mm 
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振幅[%] 

100 

0 

22 

走査位置[mm] 1000 1500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：47% 

指示長さ：8mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-08 Aパターン 走査位置2132mm 
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振幅[%] 

100 

0 

23 

走査位置[mm] 2000 2500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：39% 

指示長さ：4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-08 Aパターン 走査位置10528mm 
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振幅[%] 

100 

0 

24 

走査位置[mm] 10500 11000 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：29% 

指示長さ：6mm 

Cスコープ 

（上面像） 

溶接線 

50 

20 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-11 Aパターン 走査位置3643mm 
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振幅[%] 

100 

0 

25 

走査位置[mm] 3500 4000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：33% 

指示長さ：8mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-11 Aパターン 走査位置5887mm 
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振幅[%] 

100 

0 

26 

走査位置[mm] 5500 6000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：45% 

指示長さ：6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-11 Aパターン 走査位置8756mm 
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振幅[%] 

100 

0 

27 

走査位置[mm] 8500 9000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：47% 

指示長さ：12mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-11 Aパターン 走査位置9651mm 
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振幅[%] 

100 

0 

28 

走査位置[mm] 9500 10000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：52% 

指示長さ：6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-20 Aパターン 走査位置9564mm 
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振幅[%] 

100 

0 

29 

走査位置[mm] 10000 9500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：31% 

指示長さ：6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC-20 Aパターン 走査位置12568mm 
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振幅[%] 

100 

0 

30 

走査位置[mm] 13000 12500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：20% 

指示長さ：2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置523mm 
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振幅[%] 

100 

0 

31 

走査位置[mm] 1000 500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：30% 

指示長さ：4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置1113mm 
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振幅[%] 

100 

0 

32 

走査位置[mm] 1500 1000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：29% 

指示長さ：4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置3125mm 
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振幅[%] 

100 

0 

33 

走査位置[mm] 3500 3000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：35% 

指示長さ：6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置4115mm 
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振幅[%] 

100 

0 

34 

走査位置[mm] 4500 4000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：24% 

指示長さ：4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置8429mm 
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振幅[%] 

100 

0 

35 

走査位置[mm] 8500 8000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：24% 

指示長さ：6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置9529mm 
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振幅[%] 

100 

0 

36 

走査位置[mm] 10000 9500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：28% 

指示長さ：6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置10161mm 
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振幅[%] 

100 

0 

37 

走査位置[mm] 10500 10000 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：20% 

指示長さ：4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置11783mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

38 

走査位置[mm] 12000 11500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：36% 

指示長さ：14mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD-16 Aパターン 走査位置12591mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

39 

走査位置[mm] 13000 12500 

20 

50 

24 

0 

Cスコープ 

（上面像） 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：44% 

指示長さ：8mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-02 Aパターン 走査位置2553mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

40 

走査位置[mm] 2500 3000 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：25% 

指示長さ：2mm 

Cスコープ 

（上面像） 

溶接線 

50 

20 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-02 Aパターン 走査位置4519mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

41 

走査位置[mm] 4500 5000 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：33% 

指示長さ：6mm 

Cスコープ 

（上面像） 

20 

50 

溶接線 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-02 Aパターン 走査位置8891mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

42 

走査位置[mm] 8500 9000 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：38% 

指示長さ：6mm 

Cスコープ 

（上面像） 

溶接線 

50 

20 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-02 Aパターン 走査位置11635mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

43 

走査位置[mm] 11500 12000 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-R 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：20% 

指示長さ：2mm 

Cスコープ 

（上面像） 

溶接線 

50 

20 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-02 Aパターン 走査位置12192mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

44 

走査位置[mm] 12000 12500 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：30% 

指示長さ：8mm 

Cスコープ 

（上面像） 

20 

50 

溶接線 



株式会社IHI検査計測 

ラインK-02-2 Aパターン 走査位置1644mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

振幅[%] 

100 

0 

45 

走査位置[mm] 1500 2000 

24 

0 

Bスコープ 

（側面像） 

A-L 

裏面 

表面（1回反射後） 

深さ 

[mm] 

スペクトラム 

100 

0 

振幅 

[%] 

振幅最大値：47% 

指示長さ：12mm 

Cスコープ 

（上面像） 

20 

50 

溶接線 



2018年9月実施 

福井国家備蓄基地タンクでのフィールド試験 
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探傷データまとめ 

 エリアC 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 47 

エリアC エリアD 



株式会社IHI検査計測 

ラインC88 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 48 

Aパターン：評価対象の指示2か所 

 検査方向：板割図において左から右 

 ※終点付近の配管手前で走査終了 

Bパターン：未実施 



株式会社IHI検査計測 

ラインC88 Aパターン 走査位置0mm～500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-L 

振
幅

[%
] 

A-R 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 0 500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

49 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置153mm 

振幅43% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

底面形状 

指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC88 Aパターン 走査位置4500mm～5000mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-L 

振
幅

[%
] 

A-R 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 4500 5000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

50 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置4911mm 

振幅36% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC90 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 51 

Aパターン：評価対象の指示2か所 

 検査方向：板割図において左から右 

Bパターン：未実施 



株式会社IHI検査計測 

ラインC90 Aパターン 走査位置4000mm～4500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-L 

振
幅

[%
] 

A-R 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 4000 4500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

52 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置4410mm 

振幅27% 

位置4434mm 

振幅26% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 評価対象外 評価対象外 

指示長さ4mm 指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインC91 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 53 

Aパターン：評価対象の指示1か所 

 検査方向：板割図において右から左 

Bパターン：未実施 



株式会社IHI検査計測 

ラインC91 Aパターン 走査位置0mm～500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 500 0 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

54 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置481mm 

振幅21% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

探傷データまとめ 

 エリアC-D間縦ライン 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 55 

エリアC エリアD 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 56 

Aパターン：評価対象の指示9か所 

 検査方向：板割図において上から下 

 ※天井支柱手前で走査終了 

Bパターン：評価対象の指示なし 

 検査方向：板割図において上から下 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置500mm～1000mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 1000 500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

57 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置558mm 

振幅28% 振幅21% 

位置884mm 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

評価対象外 評価対象外 

指示長さ4mm 指示長さ6mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置1000mm～1500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 1500 1000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

58 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置1218mm 

振幅24% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

評価対象外 

指示長さ12mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置1500mm～2000mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 00 00 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

59 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置1942mm 

振幅22% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置3500mm～4000mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 4000 3500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

60 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置3926mm 

振幅20% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置5000mm～5500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 5500 5000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

61 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置5346mm 

振幅24% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置8500mm～9000mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 9000 8500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

62 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置8830mm 

振幅25% 

位置8998mm 

振幅25% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ6mm 指示長さ2mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD102R1 Aパターン 走査位置10000mm～10500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 10500 10000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

63 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置：10118mm 

振幅：36% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

プローブ接触状態の乱れによるノイズ 評価対象外 評価対象外 

底面形状 

指示長さ8mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD103R 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 64 

Aパターン：評価対象の指示3か所 

 検査方向：板割図において上から下 

Bパターン：未実施 

 検査方向：板割図において上から下 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD103R Aパターン 走査位置1000mm～1500mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 1500 1000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

65 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置1195mm 

振幅26% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

底面形状 評価対象外 内在きず 評価対象外 

指示長さ4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインCD103R Aパターン 走査位置9000mm～9500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 9500 9000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

66 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置9385mm 

振幅53% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

評価対象外 

位置9034mm 

振幅66% 

指示長さ14mm 

指示長さ20mm 
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探傷データまとめ 

 エリアD 
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エリアC エリアD 
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ラインD121 
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Aパターン：評価対象の指示20か所 

 検査方向：板割図において右から左 

Bパターン：評価対象の指示なし 

 検査方向：板割図において右から左 



株式会社IHI検査計測 

ラインD121 Aパターン 走査位置500mm～1000mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 1000 500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

69 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置646mm 

振幅31% 

位置838mm 

振幅25% 

位置570mm 

振幅25% 

位置962mm 

振幅20% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

指示長さ16mm 指示長さ2mm 指示長さ2mm 指示長さ4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD121 Aパターン 走査位置1000mm～1500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 1500 1000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

70 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置1314mm 

振幅23% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 表層きず（低振幅） 

指示長さ4mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD121 Aパターン 走査位置1500mm～2000mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 2000 1500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

71 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置1596mm 

振幅46% 

位置1952mm 

振幅32% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

表層きず（低振幅） 

指示長さ6mm 指示長さ8mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置2000mm～2500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 2500 2000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

72 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置2142mm 

振幅24% 

位置2336mm 

振幅26% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

指示長さ4mm 指示長さ4mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置2500mm～3000mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 3000 2500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

73 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置2732mm 

振幅42% 

位置2872mm 

振幅41% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

(多重反射の可能性あり) 

指示長さ6mm 指示長さ22mm 



株式会社IHI検査計測 

ラインD121 Aパターン 走査位置4000mm～4500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 4500 4000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

74 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置4306mm 

振幅28% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ4mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置4500mm～5000mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 5000 4500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

75 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置4980mm 

振幅27% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

位置4590mm 

振幅27% 

指示長さ6mm 指示長さ4mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置5000mm～5500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 5500 5000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

76 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置5360mm 

振幅23% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 評価対象外 

指示長さ4mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置5500mm～6000mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 6000 5500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

77 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置5668mm 

振幅20% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

位置5702mm 

振幅20% 

表層きず（低振幅） 

指示長さ2mm 指示長さ2mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置6500mm～7000mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 7000 6500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

78 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置6806mm 

振幅22% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 評価対象外 

指示長さ2mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置8500mm～9000mm 

Copyright © 2017 IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 9000 8500 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

79 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置8708mm 

振幅20% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

指示長さ2mm 
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ラインD121 Aパターン 走査位置13000mm～13500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 13500 13000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

80 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置13356mm 

振幅28% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 評価対象外 評価対象外 

指示長さ6mm 
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ラインD124 
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Aパターン：評価対象の指示2か所 

 検査方向：板割図において右から左 

 ※終点付近の配管手前で走査終了 

Bパターン：未実施 
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ラインD124 Aパターン 走査位置6000mm～6500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 6500 6000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

82 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置6476mm 

振幅21% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ2mm 
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ラインD124 Aパターン 走査位置9000mm～9500mm 
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Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

A-R 

振
幅

[%
] 

A-L 

0 

0 

76 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

走査位置[mm] 9500 9000 

振幅[%] 

100 

0 

スペクトラム 

83 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

Cスコープ 

(上面像) 

Bスコープ 

(側面像) 

振
幅

[%
] 

0 

76 

0 

深
さ

[m
m

] 

24 

0 

100 

スペクトラム 

溶
接
線
横
断
方
向

 

位
置

[m
m

] 

位置9364mm 

振幅24% 

溶接線 

溶接線 

裏面 

表面（1回反射後） 

裏面 

表面（1回反射後） 

評価対象外 

指示長さ4mm 


